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TOPICOS ESPECIAIS EM FISICA E: AFM e leis de escala 2 0 O
Objetivos:

Geral

Apresentar os fundamentos fisicos das técnicas de microscopias de varredura

e, em especial, a microscopia de for¢a atdmica (AFM) e os conceitos de leis

de escalas — método estatistico para analise das imagens obtidas por AFM.

Especificos
Modos de operacao dos microscopios de varredura e sua instrumentacao.
Aplicacao das leis de escala em sistemas de superficies experimentais.

Publico Alvo:
Alunos de pés-graduagéo nas areas de ciéncias exatas, biologia e tecnologia.

| - AFM
1. Visédo Geral da Microscopia de Varredura por Sonda
2. Microscopia de For¢ca Atémica

3. Sensores e Suportes
Geometrias e func¢des das pontas e dos suportes

4. Métodos de Deteccao
Sensor 6tico e laser

5. Sistema de Controle
Diagrama eletrénico do MFA
Aspectos operacionais
Sistema de realimentacdo
Limitacbes

6. Calibracdo

Elementos piezoelétricos

Aspectos relacionados com as pontas
Determinacgéo da constante de forca
Padrdes de calibracdo

7. Modos de imagem
Modo contato

Modo nao contato
Modo intermitente

8. Tipos de Imagem
Topogréafica

De forcas de fricgéo
Fase

9. Modos de operacédo

10. Forgas

Forcas de Van der Waals

Curvas de forca - Forca x distancia
Forca Eletrostéatica

Forcas capilares e de adeséo

11. Problemas comuns
Deslocamento Térmico
Efeitos multiplos da ponta
Convolugédo da ponta
Rugosidade da Superficie

Ativo
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Mobilidade das amostras
Preparagéo das amostras

Il — Leis de Escalas

1. Introducéo a fractalidade

2. Expoentes criticos

3. Caracterizagéo experimental
4. Aplicagbes

11l - Avaliacao:
Seminarios especificos

IV-Bibliografia:

Ernest Meyer, Hans J. Hug e Roland Bennewitz; “Scanning Probe Microscopy
— The Lab on a Tip”. Springer

Albert-Laszl6 Barabasi e H. Eugene Stanley; “Fractal Concepts in Surface
Growth”. Cambridge.
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